SURTRONIC 3+

Nominalnie podtoze jest powierzchnig ptaska i gtadka, chociaz powierzchnie mogg
charakteryzowaé takie cechy jak falisto$¢ i chropowatos¢, ktéra moze przechodzi¢ od
chropowatosci bardzo lekkiej do bardzo ostrej w zaleznosci od procesu uzytego do
wykonczenia powierzchni. Wiele powierzchni wykazuje zaréwno falistos¢ jak i chropowatos¢
( Rys.1).
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Rys. 1. Elementy charakterystyczne powierzchni.

Niektdre z uzytych w dalszych rozdziatach moga wymagac wyjasnienia:

L. — jest to dtugos$é odcieta czyli dtugosc prébkowania i jest dtugoscia linii odniesienia uzytej
do identyfikacji nieregularnosci charakteryzujacej podtoze. Surtronic 3+ mierzy
nieregularnosvci w zakresie chropowatosci podtoza pozostajgc nieczutym na wiekszosé
nieregularnosci typu falisto$¢ czy inne krzywizny.

Jezeli chodzi o zakres chropowatosci to odleglos¢ i amplituda nieregularnosci

wystepujgcych na powierzchni réznig sie miedzy sobg, np.: w odniesieniu do sposobu
koricowe] obrobki uzyskujemy profile powierzchni takie jak:
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Wiele powierzchni moze wykazywa¢ nieregularnosci zaréwno blisko jak i szeroko
rozmieszczone:
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Na powierzchni przedstawionej na rysunku, probkowanej na dtugosci ,I”, wartosé
parametru Ra w wiekszosci determinowana jest przez bardziej znaczace szerzej
rozmieszczone nieregularnosci. Jezeli wymagany jest pomiar blisko rozmieszczonych
nieregularnosci nalezy skrdéci¢ odcinek pomiarowy np.: do dtugosci ,n”, czynnos¢ ta jest
nazywana cieciem dtugosci probkowania. Ciecie dtugosci probkowania musi odpowiadac
dtugosci trawersu.

L, — jest to dtugos¢ oceniana i jest to diugos¢ na ktorej sg okresSlone parametry
charakteryzujgce piowierzchnie. Moze zawierac jedng lub dwie dtugosci prébkowania.

Dtugos¢ trawersu — nazywana rowniez dfugoscig szacnkowa, jest to catkowita dtugos¢ drogi
elementu pomiarowego na mierzonej powierzchni. Jest to dtugos¢ wieksza od dtugosci

oceniania w celu osiggniecia parametrow niestabilnych poczatku i korica pomiaru.

Dtugos$é trawersu Surtronic’a 3+ wynosi: 1/4 L+L,



Definicja podstawowych parametrow

Uksztattowanie powierzchni okreslone jest przez wiele parametrow odnoszacych sie do
konkretnych parametrow topografii podtoza. Parametry te mozna podzieli¢ na trzy grupy
wedtug charakterystyk, ktére mierza:

Parametry amplitudy — mierzg pionowe odchylenia profilu powierzchni;

Parametry oddalenia — mierza nieregularne oddalenia wzdtuz powierzchni, niezalezne
amplitudy tych nieregularnosci;

Parametry hybrydowe — mierzg odniesienia do obu grup parametréw zaréwno amplitudy
jak i rozmieszczenia;

Linia $rednia — jest to warto$é powszechnie uzywana w pomiarach chropowatosci oparta na
metodzie ostatnich kwadratow. W ogdlnosci jest to linia, ktéra przepotawia profil w
taki sposdb, ze powierzchnia lezgca pod tg linig jest réwna powierzchni nad linig
$rednig, jak ukazuje to rysunek ponizej
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R, — jest to popularny parametr okreslajgcy chropowatosc¢ jako arytmetyczng $rednig z
odchylen profilu od linii sredniej.
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Rq — jest to parametr korespondujacy do Ra
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Ry — jest to parametr chropowatosci okreslony jako najwigksza odlegtos¢ od piku gérnego do
piku dolnego w kazdym odcinku prébkowania (znanym jako Rti). Wartos¢ Ry jest to
najwieksza wartos¢ Rti z szacowanego odcinka pomiarowego.

R,(DIN) — jest to parametr chropowatosci znany jako Rtm, jest to srednia arytmetyczna ze
wszystkich wartosci Rti w dtugosci odcinka pomiarowego.
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Sm — jest to $rednia arytmetyczna odlegtosci pomiedzy plikami profilu na linii sredniej
mierzonych wzdtuz odcinka pomiarowego.
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